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(Kính hiển vi lực nguyên tử)
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1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

- Được hai nhà bác học Binning và Rohrer chế tạo vào năm 1986. Kính được
phát triển từ kính hiển vi Tunnel (STM) nhằm khắc phục những hạn chế của
kính này

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

- Kính hiển vi lực nguyên tử gồm một đầu dò có bán kính cong vào khoảng
vài nanomet được dùng để quét trên bề mặt mẫu.
- Khi đầu dò tiến gần đến bề mặt mẫu th ì lực Vander Waals xuất hiện giữa
đầu dò và bề mặt mẫu làm lệch hướng đầu dò.
- Sự lệch hướng này có thể đo được bằng cách sử dụng đốm sáng laser phản
xạ từ đầu dò
- Một máy ghi nhận được dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu dò và bề
mặt, đồng thời giữ cho lực Vander Wall không đổi. Kết quả là bức ảnh về
mẫu được vẽ lên.
Khoảng cách giữa đầu dò và bề mặt mẫu phải được điều khiển một cách
chính xác (khoảng 0.1*10-10m) bằng cách di chuyển đầu dò hoặc bề mặt
mẫu.
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3. CẤU TẠO:

1. Mũi nhọn: được làm bằng Silic Nitric(Si3N4) (Tip)
2. Cần quét (cantilever): cũng được làm từ Si3N4

3. Nguồn laser.
4. Gương phản xạ(miror)
5. Hai nữa tấm pin quang điện (photodiode)
6. Bộ quét áp điện
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4. CƠ CHẾ ĐO:

- Chiếu chùm tia laser vào mặt phản xạ của cần quét (hình 3)
- Khi đầu dò quét lên bề mặt mẫu do sự mấp mô của bề mặt mẫu, đầu d ò sẽ
rung lên theo phương thẳng đứng, chùm tia laser phản xạ trên cần quét sẽ bị
xê dịch (hình 2)
- Khi đầu dò đưa lại gần bề mặt mẫu th ì xuất hiện những lực giữa đầu dò và
bề mặt mẫu
- Nếu đầu dò quét ở độ cao không đổi dòng tip- mẫu nhận được nhờ hệ
thống  thu trong khi tip quet trên bề mặt mẫu. Trong trường hợp này độ biến
thiên dòng phản ánh địa hình bề mặt mẫu.

Hình 2
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5. ỨNG DỤNG:

- Có thể quan sát được các bề mặt cỡ nanomet
nghiên cứu trong các lĩnh vực giống STM nh ưng không hạn chế về tính dẫn
điện của mẫu ( sinh học , bề mặt..)

Hình 3
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6. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM:

 Ưu điểm:
- Là một thiết bị rất nhạy, có thể đo lực rất nhỏ ở kho ảng cách nhỏ hơn
đường kinh sợi tóc cả trăm lần
- Cung cấp thông tin ba chiều của bề mặt mẫu (hình 4)
- Đo được cho vật dẫn điện và cách điện
- Mẫu chuẩn bị đơn giản, cho thông tin đầy đủ hơn so với hình ảnh của kính
hiển vi truyền qua
- Có thể làm việc trong điều kiện bình thường

 Nhược điểm :
- Khi kể đến hình dạng đầu dò và lực tiếp xúc thì sự phụ thuộc của lực vào
khoảng cách trong AFM rất phức tạp

Hình 4
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- Việc tìm hiểu cấu trúc nguyên tử chưa được dễ dàng.


